附件：模板
同步X射线高分辩粉末衍射与晶体结构测定(四号黑体)
马礼敦(5号楷体)
复旦大学 同步辐射研究中心  分析测试中心,  上海，200433(5号楷体)

摘要：摘要是对研究内容的概要性描述，要把论文的创新点、主要特色介绍清楚。语法正确，语言精练，要求不超过150字。

关键词：同步辐射，X射线，粉末衍射，晶体结构
正文部分(五号宋体,1.5倍行间距) 正文应完整叙述本项研究的当前有关情况，本研究拟解决的问题及其意义。本研究采用的实验仪器、方法、步骤，获得的实验数据(图谱)、数据处理方法(公式)和得出的结果。对数据和结果进行分析讨论、和前人数据和结果对比，最终得出推论和结论。还可写上必要的感谢等。
X射线粉末衍射是表征固体材料结构的最重要工具之一[1]。它可在三个层次上表征固体结构，即多晶聚集态结构、晶体结构、实际晶体微结构。由于粉末衍射将三维空间衍射变成一维的，有的衍射线重叠了、有的靠得很近，常规光源衍射仪分辨率又不高(0.05°~0.2°)，无法分辨，故衍射线数量可从数千减至数十，严重不足，无法用来解晶体结构。晶体结构测定一般用单晶体衍射法。但科学与产业却需要利用粉末衍射解晶体结构的技术，因有许多化合物得不到可用于结构测定的单晶体；又如纳米材料和高分散的复相催化剂，其性能与高分散有关，用单晶结构数据不能很好解释；还如要解混合物中一个物相的结构等都不能用单晶法测结构。同步辐射由于强度高、平行性好，可大大提高分辨率(0.002°~0.05°)，使靠近的衍射线得以分开，增加衍射线数量，因而增加了解出晶体结构的可能。

利用粉末衍射解出晶体结构的另一重要基础是Rietveld全谱拟合法的提出。他利用小步长实测点的衍射强度Y代替衍射线的积分强度I，使实验数据大大增加，满足了解结构和作结构精修需大量独立衍射数据的要求，关于Rietveld全谱拟合法可参阅文献[2]。
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